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D z i e k a n a t 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr inż. Pawła Moszczyńskiego 

 

temat: „Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach ciekły 

kryształ-półprzewodnik” 

 
 

promotor – prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak z Wojskowej Akademii Technicznej 

 

recenzenci: 

 

prof. dr hab. inż. Ewa Weinert-Rączka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie 

 

prof. dr hab. inż. Janusz Parka z Politechniki Warszawskiej 

 

Obrona odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 10.00
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  

 

 

 
  
  

        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje
http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje


mgr inż. Paweł Moszczyński 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak 

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:”Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów 

w warstwach ciekły kryształ – półprzewodnik” 

 

STRESZCZENIE 

Komórka ciekłokrystaliczna z warstwą polimeru fotoprzewodzącego sterującą warstwą 

ciekłego kryształu to struktura potencjalnie pozwalająca na optyczne kierowanie wiązką 

światła. W komórce tej światłem o niewielkiej mocy można lokalnie zmieniać współczynnik 

załamania warstwy ciekłego kryształu. Zjawisko umożliwia powstawanie 

samoorganizujących się światłowodów oraz ich sprzęganie.  

W rozprawie zaproponowane zostały modele umożliwiające symulację zjawisk zachodzących 

w złożonym podzespole optoelektronicznym. Opisana w pracy trzy etapowa metoda pozwala 

na numeryczne wyznaczenie rozkładu współczynnika załamania warstwy ciekłego kryształu 

w komórce hybrydowej. Stosowane w poszczególnych etapach modele opisujące wpływ pola 

sterującego i oświetlenia na uporządkowanie molekuł ciekłego kryształu uwzględniają 

budowę komórki oraz parametry materiałów, z których składa się komórka 

ciekłokrystaliczna. 

Zaproponowane modele opisujące zachodzący w analizowanej komórce hybrydowej 

„photorefractive-like effect” wykazują, że w następstwie niejednorodności oświetlenia 

zachodzi zlokalizowana przestrzennie zmiana koncentracji nośników większościowych  

w warstwie materiału fotoczułego. W wyniku tego tworzy się zlokalizowany ładunek 

przestrzenny w materiale fotoczułym, a ponadto pojawia się lokalna zmiana barier potencjału 

na granicy oświetlonego fragmentu materiału fotoczułego i materiałów warstw sąsiednich.  

Te mechanizmy decydują o tworzeniu się nowego rozkładu pól elektrycznych  

w ciekłokrystalicznej komórce hybrydowej prowadzącego również do zlokalizowanej 

przestrzennie niejednorodnej deformacji warstwy ciekłego kryształu.  

Ponadto w pracy przeprowadzana jest analiza ilustrująca jak wyniki symulacji zależą od 

wybranych parametrów materiałowych, budowy komórki ciekłego kryształu  

i zewnętrznego pola sterującego. Było to możliwe dzięki skonstruowaniu symulatora 

analizowanych zjawisk. 

 


























